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SPECTRO XEPOS

Univerzalni XRF spektrometr pro naro¢né aplikace
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Nenechte se zmast jeho malou velikosti:

uvnitr jsou ukryty vykonné soucasti prinasejici

novou Uroven citlivosti a presnosti. Optimalni buzeni vyuzivajici polarizace spolu se

sekundarnimi terciky, podavac s dvanacti pozicemi, predinstalované aplikacni baliky a

inteligentni softwarové moduly prispivaji ktomu, ze SPECTRO XEPOS je momentalné

nejuniverzalnéjsi dostupny analyzator prvk.

Buzeni

Pro buzeni vzork( pouziva
SPECTRO XEPOS

50 Wattovou Pd rentgenku
s koncovym okénkem.
Vyménnik s az 8-mi
polarizacnimi sekundarnimi
terciky nabizi mnoho
rtiznych budicich podminek,
zajistujici optimalni uréeni
vsech prvki od Na po U.
Pomoci clonky, umoznujici
vymeénu vzorku bez vypnuti
rentgenky, se zvysuje
stabilita systému.

V kombinaci s UPS zdrojem,
ktery kompenzuje kolisani
napéti je zajisténa
dlouhodoba stabilita a
konsistence vykonu
rentgenky. Méfeni miize byt
provadéno v He atmosfére
nebo ve vakuu. Mhoho
aplikaci Ize vzhledem k
citlivosti mérit dokonce i ve
vzduchu.

Detektor

Spektrometr vyuziva
nejmodernéjsi SDD (Silicon
Drift Detector). Rozliseni
zlistava stejné, bez ohledu
na pomér cteni. Interni
kolimatory vyznamné
zvySily pomér signal/sum.
Dosazené spektralni
rozliSeni je méné nez 160eV
pro Mn-Ko. Maximalni pocet
zpracovavanychpulzi je
120.000 cps. Vysoké
spektralni rozliSeni a vysoky
pomér cteni se odrazi ve
zkraceném meéricim cCase a
zlepsenou presnosti méreni.

Zavedeni vzorku

Ne jenom vykonné
analytické soucasti, ale taky
presné usporadani anal.
komory je kritickym pro
vyjimecny analyticky vykon.
Na to byl pFi vyvoji bran
obzvlasté zretel.

Presnost talire se vzorky a
nova generace zasobniku
vyznamné prispiva ke
snizeni ovlivnéni
mechanickych a fyzickych
zmén a zlepseni
analytickych vysledkdi.
Vzorky mohou byt o
priméru 32, 40 nebo 52
mm. Komora vzorku mtize
byt vybavena otacenim
vzork( pro vzorky o
priméru 40mm.To
zplisobuje zlepseni vysledkl
meéreni zvlasteé pro
nehomogenni vzorky nebo
nerovné povrchy.



SPECTRO XEPQS:

extrémneé citlivy pro lehké,
stredni i tézké prvky v rozsahu
od Na po U

e vysoka presnost podavace se
zasobnikem pro odlisné
praméry vzorkt

o fundamentalni parametry a
metoda "Turboquant" !

e intuitivni software zahrnuje i
priivodce metodou
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Software

Software (programoveé
vybaveni) nabizi jasné
usporadané a jednoduse
pouzitelné ovladani
pFistroje. Méfeni muze
zacit po vybéru metody a
vlozeni informace o
identifikaci vzorku.
Komplexni asistent metody
vede uzivatele pres 5
jednoduchych krokt k nové
metodé, specifické pro
uzivatele. Pro snadnou
analyzu neznamych vzorki
muze byt pouzita metoda
fundamentalnich
parametrd - pracujici bez
standard{ nebo vyvinuta
metoda SPECTRO
Turboquant (zohlednujici i
neznamou matrici
neznamého vzorku).

SPECTRO XEPOS mtize byt
dodan s jiz
predinstalovanymi
aplikac¢nimi balicky.
Aplikacni balicky jsou
kombinaci hardware
(technického vybaveni) a
analytickych metod,
instalovanych ve vyrobé a
individualné ladénych.
Rozsah aplikaci mimo jiné
zahrnuje:

Analyzy odpadii, ptd,
cementu, strusek,
zaruvzdornych hmot,
elektronickych soucasti a
dilti ve shodé s RoHS.
Toto vse déla ze SPECTRO
XEPOS opravdu
pozoruhodny pristroj.
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